«« |

4.1 «« q

4.1.1. (moisture) «« 3
» 4.1 f 1 3 '
78 - 80% ? | ? ? « « ?
yield ?
« ? ««

International Research and Development Cooperation ITIT Project No. 83-1-8,

October 1986 8.12-11.54%
4.1 «« ¥
?

(%)
1 » 1R 8.0
2 , R2 7.8
3 , r3 7.8

4.1.2. ? « ? « 3
? ? Phillips Model PW 1130 / 90 ol a1

XRD peak board peak 20 = 22° ««



37

} standard ASTM ' XRD - Pattern
»( 2 « 2
« } (free energy) 2 2
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4.3 Si-KOt mapping
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4.2

«

Mg
Al
Tl
Na
Si
Mg
Al
Na
Fe
Ca
Si
Mg
Al
Na
Fe

Ca

Mn

«

«

R1,

21

wt%

93.68

0.23

5.19

0.14

0.71

87.76

0.46

9.58

0.86

0.48

0.86

93.57

0.22

4.05

0.63

0.51

0.15

0.42

0.46
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4.2 ?!
42.1. ? « '«
3 m f «
1310,1410,1550 1750% ? X-ray
diffractometry X - ray diffraction pattern 45 - 410

RHAV RHA2 RHA3 « 20 = 35.50, 59.90, 12.08° i3y
45,47 49 « P - sic astm No. 29- 1120

? XRD pattern p - Sic 1310°C -

Sic intensity « ?
1 20 =22°
$ 2 (crystobalite)

/ sames and rao (198
«  (cryslallization) <2 100°
2 2 ?
1410 « XRD - pattern

1310°C « 3 « ! S |
1930 - 1750% o TR

45 () intensity 20 = 260
? 2 (residual cartoon) « 2 !
«« «
Raghavarapu Venkata Knshnarao et. al (].99].) «
«
3 « ?1 « «
?
« ?!

1550 - 175000 XRD-pattern «
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Raghavarapu Venkata Krishnarao et. a (1991)
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X-ray diffractometry
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416 418

57

4.14
4% image
Si02
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soak 2 profile 32
1750°c
10% crystalline particle '

X-ray diffractrometer

soaking time
10°0/
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soaking time 2
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crystalline particle
submicron
RHC3 415417 419
1-2% crystalline Particle
XRD
crystalline particle
XRD-Peak intensity
XRD SEM

1750°
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M. Patel and p. Prasonna (1990)
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